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DCT Diffraction contrast tomography
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Extinction spot
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Diffraction spot

Sample: Al1050
X-ray energy: 27keV
Sample-Detector distance: 10mm
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4. (Spot sorting)
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4, (Spot sorting)

Grain A

Algebraic reconstruction techniques (ARTS)







0.8mm

200 pm







10 mm

0.2%

0.3mm
85um
:255MPa

(SUS304)

BL19B2

0.05°

20 mm

37 keV

15s




s =0, 100, 270, 380 [MPa]

AV Tk

Fig.




(SUS304)

85um





w = 53.65 ~ 54.00





DW it

OMPa ( 380MPa A
-~
o g ¥
Dwg 0.4° Dwg  0.95°
\ J






Number of diffraction
contrast images

6

N

00 - | —0o— 0 MPa
| —— 100 MPa
0ol —=— 270 MPa | |
—o— 380 MPa
00
0 | Eaxs 5‘_5:;:._____.A.-
0 0.5 1 1.5

The spread angle of diffraction spot (deg)



270MPa 380MPa







270MPa 380MPa



0.2

@ 0.8 ' | ' I ' |

o | Grain P | .

‘g_ —e— Grain B 0.2%

w» 0 - —®—GrainC /. a 255MPa

S O GrainY

S Grain G

% 0.4 —&®—Grain R |

g “.‘;_,,Grain Y
o - ,
E Ft\ —Grain G
I

=

(®@)]

-

<

0 100 200 300
Tensile stress (MPa)

400




SPring-8

SUS304

3D



	X線回折コントラスト像�を用いた結晶3Dマッピング法の検討
	結晶マッピング法
	DCT （Diffraction contrast tomography）の原理
	回折コントラスト像
	画像処理の流れ　(DCT)
	1.測定装置
	1.測定試料および測定条件
	2.回折スポットの抽出
	2.回折スポットの抽出
	2.回折スポットの抽出
	3.回折スポットの統合
	3.回折スポットの統合
	4.回折コントラストの分類と並び替え (Spot sorting)
	4.回折コントラストの分類と並び替え (Spot sorting)
	4.回折コントラストの分類と並び替え (Spot sorting)
	4.回折コントラストの区分と並び替え (Spot sorting)
	5.再構成形状の再構成
	結晶マッピング結果
	塑性ひずみ評価への検討
	試験片及び測定条件
	引張試験装置
	三次元再構成結果
	回折スポットの出現角度幅diff
	回折スポットの出現角度幅diffの変化
	回折スポットの出現角度幅のヒストグラム
	各引張応力における三次元再構成結果
	各引張応力における三次元再構成結果
	各結晶における回折スポットの出現角度幅
	結　　言

